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多探針走査トンネル顕微鏡（多探針 STM）は、複数探針をナノスケールで配置することで、試

料表面層の電気伝導特性をナノスケールかつ非接触で測定する装置である。電気伝導度を測定す

るには、探針毎に異なるバイアス電圧を掛けて針から針へ電流を流し、その間の電位を針で測定

する必要がある。STMの特性を生かしトンネル障壁を介して試料を非破壊で測定できることが望

ましい。ここで問題となるのは、図 1 に示すように探針とプリアンプ間に配線等の静電容量が存

在することで、電流測定時には探針バイアスの変化でトンネル電流に加えて大きな変位電流が流

れ、測定結果に大きな誤差を生じる。また電位測定時には、大きなトンネル抵抗と浮遊容量によ

り測定帯域が大幅に低下する。我々は、多探針 STM用に静電容量を補償可能なプリアンプを開発

した。このプリアンプは電流測定と電位測定を瞬時に切り替え可能であり、どちらの場合にも容

量補償が可能である。特に電流測定時の変位電流による誤差を pA以下に抑えることができた。 

図 2 に我々の装置を用いた電位測定の概要を示す。STM 測定中に赤いグリッド点で STM 測定

を中断し、プリアンプを電流測定モードから電位測定モードに切り替え、電位測定した後 STM測

定に戻るといった測定方法で、IV測定及び電位測定を STM測定と同時にできる。 

我々が興味を持つのは、多結晶の粒界や異種接合界面における電位降下で、キャリア輸送に関

する情報が得られることが期待できる。試料面内に電流を流し、2m×2mでグリッド測定した結

果、数 10Vの電位勾配を確認できたが、分解能を数Vまで高めるべく、測定回路の改良を進め

ている。当日は、この手法の性能評価と薄膜試料を用いた測定結果について報告する。 

 

図 1 : 多探針 STM 

 

図 2 : グリッド測定 


